
　電気光学効果を利用し、電波などの高周波電界の情報を
光信号で取り出し、可視化を可能とした電気光学効果電界
プローブ。従来の金属プローブと異なり、測定対象の分布
に影響を与えないため、正しい姿を見ることができる。特
にシミュレーションでしか見ることができなかったアンテ
ナ放射器の近傍電界の姿が擾乱されることなく観察でき
る。プローブセンサーは空間分解能の向上と微小な空間へ
の挿入を意図し、小型化・微小径化を図り、検出チップ寸
法で約230μｍ角の完全メタルフリーな構造を実現した。

先端部の保護スリーブを含む外径は１㎜。電界計測に影響を与える金属部品を一切含まないため、高精
度の計測ができる。さらにマイクロ波、ミリ波、テラヘ
ルツ波など超々高周波の電界検出も容易に行えるよう光
源、偏光制御、検出部を改良し、検出可能周波数範囲を
50MHz〜40GHzに拡張した。
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